beda plaszczyznami Gaussa odpowiednio dla 4; i 1, to w pierwszej po-
wstaje plamka Airy dla §wiatta niebieskiego z maksymalng intensywnoscig
na osi ukladu, natomiast $wiatlo czerwone jest rozpostarte na pewnym
obszarze zaleznym od wielkosci 4s’. A wiec obraz w plaszczyznie n; ma
intensywny s$rodek o barwie niebieskiej otoczony pierscieniem S$wiatla
czerwonego. Odwrotna sytuacja bedzie w plaszczyznie m;. Przechodzac
od plaszczyzny «y do my intensywnos¢ $wiatta niebieskiego w $rodku be-
dzie stopniowo malala natomiast bedzie zaznaczat sie coraz wiekszy wpltyw
$wiatla czerwonego. OczywiScie naktadaé¢ sie tu bedzie réwniez wplyw
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Rys. 7.14

zmiany ksztalttu plamki wraz z przeogniskowaniem, co do$¢ mocno kom-
plikuje zjawisko. Aby go ostabi¢ brane sg do$¢ szerokie przedzialy widma
zarowno dla promieniowania czerwonego jak i niebieskiego. W przypadku
korekeji achromatycznej badania wygodniej jest przeprowadzaé w Swie-
tle bialym, gdyz latwo wtedy na podstawie barw wystepujacych w roz-
nych plaszczyznach, a wynikajgcych z addytywnosci barw monochroma-
tycznych ustali¢, ktére z czesci widma nawzajem sie pokrywaja.

Wizualne badanie obrazu punktu poza osig uktadu, majgce na celu oce-
ne aberracji ktore decyduja o jakosci odwzorowania, jest zagadnieniem
do$é zlozonym z uwagi na nakladanie sie wplywu wszystkich aberracji.
Wzglednie latwo jest wydzieli¢ chromatyzm wielkoSci, natomiast przy
aberracjach’ monochromatycznych mozna ustali¢é na podstawie ksztattu
plamki aberracyjnej, ktore z aberracji dominujg w ksztaltowaniu obrazu.

Na zakonczenie zwraca sie uwage, ze ocena wizualna jako$ci odwzoro-
wania ma tylko ograniczone zastosowanie, gdyz odnosi sie do przedziatu
widzialnego widma fal elektromagnetycznych. Nawet dla obiektywu foto-
graficznego, kiedy zakresy czulosci oka i emulsji w znacznej czesSci sie
pokrywajg, ocena Srednicy obrazu punktu, czy plaszczyzny najlepszego
odwzorowania moze byt falszywa, gdyz maksimum czulosci emulsji przy-
pada na cze$¢ fioletowg i nadfioletows, na ktérg w matym stopniu lub
w ogole nie reaguje oko.

7.2.2. Wyznaczenie krzywej rozkladu energii

Przez analogie do metod stosowanych przy analizie jakosci odwzoro-
wania (p. 6.4.1) mozna réwniez eksperymentalnie wyznaczyé Srednice ko-
lowych obszaréw w plaszezyznie odbiornika, w ktérych mieszczg sie okre-
$lone czeSci energii przesylanej z punktu przedmiotowego do ptaszezyzny
obrazu. Typowy uklad pomiarowy pokazany jest na rys. 7.15 z pominie-
ciem elementéw realizujgcych punktowe zrédio §wiatta. Obraz punktu da-
ny przez badany uklad odwzorowywany jest w plaszczyzinie przystony S
za pomocyg obiektywu mikroskopowego Ob. W przypadku badania lunet
obiektyw powinien by¢ zogniskowany na odlegtosé nieskonczenie wielka.

402



Reakcja‘odbiornika O dla réznych srednic przystony S jest miarg energii
zawartej w tej przyslonie. Wielkosciag normujacg wartosci odczytywane
jest energia calego obrazu zrodla $wiatla, ktéra ustalona jest dla odpo-
wiednio duzej Srednicy S. Badania mozna przeprowadzaé w $wietle mono-
chromatycz’nym, biatym lub o dowolnym zestawie spektralnym zaleznie
od warunkéw pracy ukladu U. Przy badaniach dla $wiatla niemonochro-

Rys. 7.15

matycznego nalezy pamigta¢ o kompensacji ewentualnej réznicy czultosci
widmowej miedzy zastosowanym w doswiadczeniu odbiornikiem O a od-
biornikiem, z ktérym bedzie wspétpracowatl uklad U. Wymaga to odpo-
wiedniego wyboru odbiornika O, ktérego zakres czulo$ci widmowej powi-
nien obejmowac zakres odbiornika ukladu U. Wzgledne réznice w gestosci
mqnochromatycznej reakcji sg kompensowane za pomoca filtru absorp-
cyjnego umieszczonego najczesciej w oSwietlaczu.

Podobnie jak przy badaniu obrazu punktu (p. 7.2.1) apertura obiektywu
mikroskopowego nie powinna ogranicza¢ wigzki aperturowej obiektywu
badanego i ponadto, co jest tu szczegdlnie istotne, zrédio swiatta powin-
no dawac¢ réwnomierne o$wietlenie Zrenicy wejsciowej uktadu U.

Obrazy punktu analizowane mogg by¢ na osi uktadu lub w polu wi-
dzenia. W ostatnim przypadku badany uklad nalezy obraca¢ o zadany kat
pola, natomiast obiektyw mikroskopowy wraz z przystong i odbiornikiem
przemieszczaé¢ w' $lad za zmieniajagcym swe polozenie obrazem punktu.
Przesuw wspomnianego zespotu wzdluz osi obiektywu pozwala poza tym
wyznaczy¢ krzywe rozktadu energii w réznych pltaszczyznach obrazu,
.a wiec ustali¢ réwniez ptaszczyzne najlepszego odwzorowania.

Ponadto przysiona S powinna mie¢ mozliwosé przesuwu w niewielkich
granicach w kierunku prostopadtym do osi, gdyz utatwia to znalezienie
obrazu w plamce, dla ktérego reakcja odbiornika bedzie najwigksza. Oczy-
wiscie przy badaniu obrazu w $rodku pola $rodek przystony S bedzie sig
pokrywal z obrotowg osig symetrii obrazu punktu danego przez ukiad U
i obiektyw Ob, natomiast dla punktéow lezgcych poza osig z uwagi na ko-
me plamka ma budowe asymetryczng, co powoduje potrzebe przesunigcia
srodka przystony wraz ze zmiang jej $rednicy.

Zwraca sie tu uwage na prostote pomiaréw krzywej rozkladu energii
w poréwnaniu z wyznaczeniem jej metodami analitycznymi (p. 6.4.1).

7.3. Wyznaczenie zdolnoSci rozdzielczej ukladu

Miarg zdolnosci rozdzielczej uktadu zgodnie z p. 3.3.5 jest odwrotnosé
odleglosci dwéch punktéw, ktére sg rozrozniane przez uklad jako oddziel-
ne. Odleglosé¢ tych punktéw zaleznie od rodzaju ukladu moze by¢ wyra-
zona w mierze katowej (lunety) lub dtugosci (mikroskopy).

Zdolnosé rozdzielcza zalezy nie tylko od wymiaréw przysiony aper-
turowej, ale réwniez od, aberracji ukladu i stad wyznaczenie jej moze
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